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Рассматривается задача поиска длины проверяющего и диагно-
стического теста относительно некоторых типов неисправностей на
входах схем.

Циклическим сдвигом переменных x1, x2, . . . , xn будем называть
подстановку на множестве {1, 2, . . . , n} :

ϕk =

(
1 2 . . . n
ik1 ik2 . . . ikn

)
,

где ikj = j − k (mod n), j ∈ [1, n], k ∈ [0, n− 1].

Циклическим сдвигом с отражением переменных x1, x2, . . . , xn
будем называть подстановку на множестве {1, 2, . . . , n} :

ψk,m =

{
ϕk, m = 0

ψ(ϕk), m = 1
, где

ψ =

(
1 2 . . . n− 1 n
n n− 1 . . . 2 1

)
, k ∈ [0, n− 1].

Пусть переменные x1, x2, . . . , xn разбиваются на p непересекаю-
щихся подмножеств мощности k1, k2, . . . , kp. Будем говорить, что в
функции f произошел циклический сдвиг (с отражениями) пере-
менных при фиксированном разбиении множества переменных на
подмножества, если внутри каждого из подмножеств происходит
циклический сдвиг (с отражением) переменных этого подмноже-
ства. Обозначим данный источник неисправности через C, k1 . . . kp
(CR, k1 . . . kp).

Пусть ldetectA (f) (ldiagnA (f)) — длина минимального проверяюще-
го (диагностического) теста для функции f относительно источника
неисправности A. Введем функциюШеннона длины диагностическо-
го теста ldiagnA (n) = maxf∈Pn

2
ldiagnA (f).

Теорема 1. При p > 0, ki > 1 ∀i ∈ [1, p] ldiagnC,k1...kp
(n) = k1k2 . . . kp−1.
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Теорема 2. Если p > 0, ki > 2 ∀i ∈ [1, p], то

ldiagnCR,k1...kp
(n) > 2pk1k2 . . . kp − 2m, где m—число ki ∈ {3, 4, 5}.

Если ki > 5 ∀i ∈ [1, p], то ldiagnCR,k1...kp
(n) = 2pk1k2 . . . kp − 1.

Функция f(x1, . . . , xn) называется ступенчатой функцией, если
f(α̃) = 1 ⇔ ν(α̃) > k, k ∈ [0, 2n], где ν(α̃) =

∑n
k=1 αi2

n−i. Обозначим
через Fn множество всех ступенчатых функций от n переменных.

Будем говорить, что в функции f произошло монотонное симмет-
рическое слипание переменных xi1 , xi2 , . . . , xik , если вместо исход-
ной функции f реализуется функция, полученная из f подстановкой
вместо каждой из переменных xi1 , xi2 , . . . , xik некоторой монотонной
симметрической функции. Данный источник неисправности обозна-
чим через MS. Пусть ldetectMS (Fn) = maxf∈Fn

ldetectMS (f).

Теорема 3. При n ∈ N n 6 ldetectMS (F, n) 6 n+ 1.

Константными неисправностями типа 0(1) на входах схемы, реа-
лизующей функцию f(x1, . . . , xn), будем называть подстановку вме-
сто некоторых переменных функции f(x1, . . . , xn) констант 0(1).

Будем рассматривать смешанный источник неисправностей, со-
стоящий из единичной константной неисправности типа 0 (типа
1) и циклических сдвигов при фиксированном разбиении множе-
ства переменных, обозначим этот источник неисправностей через
C0

k1,...,kp
(C1

k1,...,kp
).

Теорема 4. При p > 1, k1, k2, . . . , kp > 2, i ∈ {0, 1}

ldiagnCi,k1,...,kp
(n) > k1 . . . kp ·

n− p+ 2
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